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※研究概要（Summary ）： 

社内で用意した機能性微粒子の微細形状観察を行

った。 

具体的には、高分解能の走査型電子顕微鏡を用いて、

粒子の形状、粒子径、凝集/分散の評価を行った。 

 

走査型電子顕微鏡の評価結果をもとに東北大学金属

材料研究所が保有し、微細構造解析プラットフォーム

で利用可能な透過電子顕微鏡を用いて、粒子径の測定

や微細構造の観察を行った。 

 

 

※実験（Experimental）： 

インレンズ式の高分解能走査型電子顕微鏡（日立

S-5000）の中に種々の微粒子サンプルを導入し、粒子

の形状、粒子径、凝集、分散の様子等の観察を行った。

倍率を変えながら観察し、必要に応じて画像データを

取得し、比較した。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

・走査型電子顕微鏡を用いた観察によって、機能性微

粒子の作製条件とその形態や粒径との関係の知見が

得られた。 

 

微粒子 高解像度走査電子顕微鏡写真 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

・粒子の機能性とその形状や大きさとの関連付けを行う

ために、 今後も走査型電子顕微鏡による観察を続ける

予定である。 

 

 

 


